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AFM métrologique du LNE

Le projet AFM métrologique (Atomic Force Microscope) du Laboratoire National de
mesures et d’Essais est mené par I'équipe nanomeétrologie du LNE qui collabore avec
des laboratoires universitaires frangais. La conception et la réalisation de 'AFM a fait
I'objet d'une these Cifre (Benoit POYET, soutenue en juillet 2011).

Objectifs scientifiques

L’objectif de cet AFM métrologique est de réaliser un microscope a force atomique dit
"meétrologique”, c'est a dire dont la chaine métrologique garantit I'exactitude et la
tracabilité des mesures topographiques. L'ordre de grandeur de I'exactitude visé est le
nanometre. Cette problématique de mesures topographiques exactes a I'échelle du
nanometre est une problématique internationale, tous les Instituts Nationaux de
Métrologie (INM) se sont lancés dans cette problématique.
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https://www.lisv.uvsq.fr/

On trouvera tous les détails de I'expérience sur le site du LNE.

Image LNE du prototype de I'AFM métrologique

Retombées sur les champs applicatifs

A terme, la tracabilité et I'exactitude dans les mesures permettra d'étalonner les
microscopes a force atomique, ce qui est une problématique tres importante pour
I'évolution de la métrologie en nanotechnologie.
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http://www.metrologie-francaise.fr/fr/dossiers/afm-metrologique.asp
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